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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

 

Ementa: 

Inteligência artificial. Ferramentas de IA: redes neurais artificiais, lógica fuzzy, redes bayesianas e 
sistemas híbridos. Caracterização e desenvolvimento de aplicativos empregando ferramentas de IA. 
Aplicações de técnicas de IA em instrumentação. Aprofundamento na aplicação de redes neurais 
artificiais. Aspectos da confiabilidade metrológica de ferramentas baseadas em IA. 
 

 
Programa: 
1. Inteligência Artificial: Conceitos; Modelagem clássica versus modelagem baseada em IA;  Ferramentas de IA; 
Aplicações de IA em instrumentação.  2. Redes Neurais Artificiais: Tipos de redes; Aspectos dinâmicos e estáticos; 
Arquiteturas de redes neurais; Treinamento de redes neurais; Exemplos de aplicação de redes neurais. 3. 

Detalhamento da aplicação de redes neurais em instrumentação: Características da aplicação; - Exemplos de 
aplicação em instrumentação; Enfoque metrológico da avaliação da confiabilidade de ferramentas baseadas em redes 
neurais.  4. Redes Bayesianas: Raciocínio probabilístico; Probabilidade e Teorema de Bayes; Construção de redes 
bayesianas; Exemplos de aplicação de redes bayesianas em instrumentação; Enfoque metrológico da avaliação da 
confiabilidade de ferramentas baseadas em redes bayesianas. 5. Lógica Fuzzy: Conjuntos fuzzy: definições, 
propriedades e operações; Desenvolvimento de sistemas fuzzy; Exemplos de aplicações de lógica fuzzy. 
 
Critério de Avaliação: 

Trabalhos teórico-experimentais, 50 % da nota; testes, 50 % da nota. 
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